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Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est cons-
tamment revu par la CEl afin qu'il reflete I'état actuel de
la technique.

Des renseignements relatifs a la date de reconfirmation de
la publication sont disponibles auprés du Bureau Central de
la CEI.

Les renseignements relatifs a ces révisions, a I'établis-
sement des éditions révisées et aux amendements peuvent
étre obtenus auprés des Comités nationaux de la CEl et
dans les documents ci-dessous:

* Bulletin de la CEI

* Annuaire de la CEI
Publié annuellement

* Catalogue des publications de la CEl
Publié annuellement et mis & jour régulierement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se
reportera a la CEl 60050: Vocabulaire Electrotechnique

complets sur le VEI peuvent étre obtenus sur de
Voir également le dictionnaire multilingue de la CEI.

Symboles graphiques

Pour les symboles gr
signes d'usage générak app

consultera:

— la CEl
schémas;

et pour les appareils électromédicaux,

— la CElI 60878: Symboles graphiques pour
équipements électriques en pratique médicale.

Les symboles et signes contenus dans la présente publi-
cation ont été soit tirés de la CEl 60027, de la CEl 60417,
de la CEI 60617 et/ou de la CEl 60878, soit spécifiquement
approuvés aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le
méme comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant & la fin
de cette publication, qui énumerent les publications de la
CEl préparées par le comité d'études qui a établi la
présente publication.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under
constant review by the IEC, thus ensuring that the content
reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the
publication is available from the IEC Central Office.

Information on the revision work, the issue of revised
editions and amendments may be obtained from IEC
National Committees and from the following IEC
sources:

* |EC Bulletin
* |EC Yearbook

eaders are referred to

pecific field. Full details of the IEV
request. See also the IEC

raphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs
approved by the IEC for general use, readers are referred to
publications:

— IEC 60027: Letter symbols to be used in
electrical technology;

— |EC 60417: Graphical symbols for use on
equipment. Index, survey and compilation of the
single sheets;

— |EC 60617: Graphical symbols for diagrams;

and for medical electrical equipment,

- IEC 60878: Graphical symbols for
electromedical equipment in medical practice.

The symbols and signs contained in the present publication
have either been taken from IEC 60027, IEC 60417,
IEC 60617 and/or IEC 60878, or have been specifically
approved for the purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same
technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this
publication which list the IEC publications issued by the
technical committee which has prepared the present
publication.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

PROCEDURES POUR LE TEST D'ADEQUATION, LES INTERVALLES
DE CONFIANCE ET LES LIMITES INFERIEURES DE CONFIANCE
POUR LES DONNEES SUIVANT LA DISTRIBUTION DE WEIBULL

AVANT-PROPOS

1) La CEI (Commission Electrotechnique Internationale) est une organisation mondiale A€
de I'ensemble des comités électrotechniques nationaux (Comités nationaux de |3
favoriser la coopération internationale pour toutes les questions de ‘norma
I'électricité et de I'électronique. A cet effet, la CEl,

Leur élaboration est confiée a des comités d'études, aux travaux desquels
sujet traité peut participer. Les organisations internationales, gouvernemental
liaison avec la CEIl, participent également aux travaux. La CEI
Internationale de Normalisation (1SO), selon des conditions fixées p

2) Les décisions ou accords officiels de la CEl concernant les que i
du possible un accord international sur les sujets étudiés,
sont représentés dans chaque comité d’études.

3) Les documents produits se présentent sous la forme de y dati internationales. lls sont publiés
comme normes, rapports techniques ou guige 8§ ymités nationaux.

4) Dans le but d'encourager I'unification intermation ationaux)de la CEIl s'engagent a appliquer de
facon transparente, dans toute la mesure possibl S internatjonales de la CEIl dans leurs normes
nationales et régionales. Toute divergence la norme nationale ou régionale
correspondante doit étre indiquée en terme {

5) La CEIl n’a fixé aucune procédure concerna tle R € indication d’approbation et sa responsabilité
n'est pas engagée quand uryma ne de ses normes

6) L’attention est attirée syr le de la presente Norme internationale peuvent faire
I'objet de droits de prop |ete ntelle La CEI ne sauran étre tenue pour
responsable de ne pas 3§

La Norme interna : etablie par le comité d'études 56 de la CEl: Sdreté de

fonctionnement.

Le texte de c

FDIS Rapport de vote
56/532/FDIS 56/574/RVD

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant
abouti a I'approbation de cette norme.

L'annexe A fait partie intégrante de cette norme.

Les annexes B et C sont données uniquement a titre d'information.
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

GOODNESS-OF-FIT TESTS, CONFIDENCE INTERVALS AND
LOWER CONFIDENCE LIMITS FOR
WEIBULL DISTRIBUTED DATA

FOREWORD

1) The IEC (International Electrotechnical Commission) is a worldwide organization for ion comprising
all national electrotechnical committees (IEC National Committees). The objeg to promote
international co-operation on all questions concerning standardization in the elgCixi y ¢ fields. To
this end and in addition to other activities, the IEC publishes International ration is
entrusted to technical committees; any IEC National Committee interested with may
participate in this preparatory work. International, governmental and ngnh-gove zations liaising
with the IEC also participate in this preparation. The IEC collaborates ithtRe Internatiopdl Organization
for Standardization (ISO) in accordance with conditions determine ent between the two
organizations.

2) The formal decisions or agreements of the IEC on technigal matters™express,\as Hearly as possible, an
international consensus of opinion on the relevant subjects gi echnisal committee has representation
from all interested National Committees.

3) The documents produced have the form of rg onal bse and are published in the form
of standards, technical reports or guides a Committees in that sense.

4) In order to promote international unificatio ndertake to apply IEC International
Standards transparently to the maximum ex 3 ational and regional standards. Any
divergence between the IEC Standard and the corresponding wRational or regional standard shall be clearly
indicated in the latter.

5) The IEC provides no markipg procegure qval and cannot be rendered responsible for any
equipment declared to be in~\¢onfo

6) Attention is drawn to the possibiljty that nts of this International Standard may be the subject
of patent rights. The IEQ ble Tor identifying any or all such patent rights.

International Sta@ eh prepared by IEC Technical Committee No. 56:

Dependability.

The text of thissstandaxd ¥

he following documents:

\ FDIS Report on voting
56/532/FDIS 56/574/RVD

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report on
voting indicated in the above table.

Annex A forms an integral part of this standard.

Annexes B and C are for information only.
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INTRODUCTION

Les dispositifs non réparés dont le taux de panne est une fonction monotone croissante ou
décroissante du temps sont caractérisés par une durée de fonctionnement avant défaillance
régie par une distribution de Weibull. C'est le cas lorsqu'un mécanisme usé est mis en cause
ou bien lorsque apparaissent des défaillances précoces qui peuvent étre dues a une
conception médiocre ou a des pratiques de production.

@%
S
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INTRODUCTION

Non-repaired items, for which the failure rate increases or decreases monotonically with time,
typically exhibit a Weibull distribution of times to failure. This is the case when a wear-out
mechanism is suspected, or when there are early failures which may be due to poor design or
production practices.

@%
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PROCEDURES POUR LE TEST D'ADEQUATION, LES INTERVALLES
DE CONFIANCE ET LES LIMITES INFERIEURES DE CONFIANCE
POUR LES DONNEES SUIVANT LA DISTRIBUTION DE WEIBULL

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale donne des méthodes numériques, en complément a des
techniques graphiques, pour réaliser un test d'adéquation dans le cas de durées de
fonctionnement avant défaillance distribuées suivant la distribution de Weibull et donne une
procédure approchée pour déterminer les intervalles de confiance de 53 amétres de la

qui y est faite, constituent des disposki
moment de la publication, les éditions ™\

CEI 60050(191): 1990,
de fonctionnement et g

oyeqnes’et des variances

portant sur de

ISO 3534-1: 1993 Statistique — Vocabulaire et symboles — Partie 1: Probabilité et termes
Statistiques généraux
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GOODNESS-OF-FIT TESTS, CONFIDENCE INTERVALS AND
LOWER CONFIDENCE LIMITS FOR
WEIBULL DISTRIBUTED DATA

1 Scope

This International Standard provides numerical methods to complement graphical techniques in
performing a goodness-of-fit test for Weibull distributed times to failure and gives an
approximate procedure to obtain confidence intervals for the parameters of the two-parameter
Weibull distribution when these are estimated by maximum likelihood. In additign, it provides a
recommended procedure to obtain lower confidence limits for the 10 % fra Qf the lifetime
and for the reliability function.

This standard is applicable whenever a random sample of items j
to failure for the purpose of estimating measures of reliability¢perfarh G e population
from which these items were drawn.

2 Normative references

) f publication, the editions
indicated were valid. All normative \documy subj revision, and parties to
agreements based on this International
of applying the most recent editions of
IEC and ISO maintain registers of curr

@'d
IEC 60050(191): 1990, Intewqati echnical Wacabulary (IEV), Chapter 191: Dependability
and quality of service

IEC 60605-4: 1 ] sjabli
estimates and confide imi gment reliability determination tests

IEC 60605-6: 19 EQv G cliability testing — Part 6: Tests for the validity of a constant
failure rate asst 1

ISO 3534-1: 199
statistical terms

atistics — Vocabulary and symbols — Part 1: Probability and general
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